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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi.de/ 
richtlinien). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 
umfasst neben Blatt 1 „Grundlagen“ und Blatt 2 
„Messunsicherheiten“ in Blatt 3 ff. Anweisungen 
zur Kalibrierung von häufig eingesetzten Messmit-
teln für elektrische Größen. Die vorliegende Richt-
linie ist in Anlehnung an die Publikation 
„Calibration Guide EURAMET cg-7 Version 1.0 
(06/2011) Calibration of Oscilloscopes“ erarbeitet 
worden. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2622. 

 
Introduction 
In addition to Part 1, “Fundamental principles”, 
and Part 2, “Measurement uncertainty”, Part 3 et 
seq. of the series of standards VDI/VDE/DGQ/ 
DKD 2622 contain instructions for the calibration 
of frequently used measuring equipment for elec-
trical quantities. This standard has been prepared 
following the publication “Calibration Guide 
EURAMET cg-7 Version 1.0 (06/2011) Calibra-
tion of Oscilloscopes”. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2622. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie legt für die Kalibrierung von 
Messmitteln für elektrische Größen allgemeingül-
tige Kalibrierverfahren fest und schafft damit für 
die Prüfmittelüberwachung eine einheitliche über-
betriebliche Basis. 
Die Richtlinie behandelt die Kalibrierung von Os-
zilloskopen. Sie erhebt nicht den Anspruch, alle 
auch für die Kalibrierung wichtigen messtechni-
schen Einzelheiten der Oszilloskope vollständig zu 
behandeln. In dieser Richtlinie werden entspre-
chende Normen und Unterlagen (siehe Schrifttum) 
berücksichtigt. Zusätzlich sind die Herstelleranga-
ben bei der Kalibrierung für das jeweilige Oszil-
loskop zu beachten. 
Zu den in dieser Richtlinie behandelten Oszillos-
kopen gehören sowohl Analogoszilloskope (AO) 
als auch Digitalspeicheroszilloskope (DSO) sowie 
Samplingoszilloskope und Transientenrekorder, 
sowie daran angeschlossene Tastköpfe. Die Gül-
tigkeit der Kalibrierung eines Tastkopfs ist nur im 
Zusammenhang mit dem kalibrierten Oszilloskop 
und der verwendeten Adaption (Hinweis im Kalib-
rierschein) gegeben. Die Kalibrierung des Tast-

 
1 Scope 
The standard specifies generally applicable calibra-
tion methods for the calibration of measuring 
equipment for electrical quantities and thus creates 
a uniform, cross-company basis for the monitoring 
of test equipment. 
This standard treats the calibration of oscillo-
scopes. It does not cover all technical details of 
oscilloscopes, even when they are important for 
calibration. The relevant standards and documents 
(see Bibliography) have been taken into account in 
this standard. In addition, for a specific oscillo-
scope calibration, the user must take into consid-
eration the documentation provided by the manu-
facturer of the oscilloscope in question.  
In this standard, both analogue oscilloscopes (AO) 
and digital storage oscilloscopes (DSO) as well as 
sampling oscilloscopes and transient recorders 
(along with probes connected to them) are dis-
cussed. The calibration of voltage probes is only 
valid in combination with a calibrated oscillo-
scope. The calibration certificate must state which 
adaptor was used between them as well as the os-
cilloscope channel used. The calibration of the test 
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